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Vi 4 1. Komposit-Fokus-Prufkopf fur die Tauchtechnik

Schallfeldmessung:

Prifkopf: 10 MHz / 4"
(Komposit)

Schnitt bei
112 mm
0

X-Achse in mm

C-Bild einer Stahlprobe (Raster 0,2 x 0,2 mm?2) i
(Volumen: 40x40x85mm3) T 0

]

Positionierung 0,1 mm

Amplitudenbewertung 80%KSR 0,125 mm

en Randbedingungen an diesen Teilen in der Lage,
hochauflésend Positions- und FehlergroRen zu liefern, die bis in die GréRenordnung der
Reiheitsgradbestimmung gehen.




Vi 4 1. UT- und CT- Messung an ausgewahlter Anzeige
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metallografische Zielpraparation
nachgewiesener Einschluss in Probe 297a.

50 pm

VIi-4 Stangenprufung mit UT-Gruppenstrahlertechnik

Viertelschalenarray mit 128 Elementen, 5 MHz,
0,84 mm Elementabstand

» Laufzeitsteuerung von 16, 24 oder 32
Elementen einer Strahleranordnung

» Elektronischer Schallbundelversatz (,virtuelle
Prufképfe®)

» Elektronische Schallfeldsteuerung

» Signifikante Verringerung der erforderlichen
Prufképfe und der Umriistzeiten

KARL DEUTSCH

Mi.4.A.1, Gottfried Schenk, 13:20 Uhr

» Temperatureinflusses

» Geradheitsabweichungen
» Ovalitatsabweichungen

» Anpassung der Verzdgerungszeitbelegung




Viira 3. SAFT fur die zuverlassigere Fehleranalyse

2. Sichtbarmachung von Reflektoren, die e
ansonsten im A-Bild nicht erkennbar waren T N

I Fosion des Fanirs Kevide gleicher Lauesd

Il.Verbesserung der Ortsauflésung —t o
3. Eventuell raumliche Trennung von Poren
Nestern
. g

5. FehlergréRenbestimmung durch _[mea
Rissspitzenortung phatengiekh méddt
4. Furd >} ergibt sich auch eine Prinzip SAFT - Rekonstruktion
zuverlassigere Fehlergréf3enbestimmung
durch die Halbwertsmethode

3.1 SAFT und SNR - Messung an SIEMENS Testkérper
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3.1 SAFT zur Verbesserung des SNR

205 210 215 220 225
925 X [mm]
SNR RE3 A-Bild: 7 dB
180 s 200 225 250 SNR RE3 SAFT-Bild: 17 dB

X [mm]

3.1 SAFT zur Verbesserung des SNR

[impuls-Echo
B 2= =

Pixel-Anzahl A-Bild Bereich | Pixel-GriRe Takt-Nr -
16.49 mm 256 Pixel 119.89 min 0.468 mm bzl m -
Pulsfolgefreq. Schwenk Priifkopf Bu Fokus-Faktor  |Darstellungs- - Priiffunktion
4000 ue Sender 125° |Sender 1 1 2 1.000 Bereich 2
250 Hz Empf  125° |Empf 1 1

E 1000 [30UB-T8 B {GCKenminie
keine
Schallgeschw.
5854 mis

Abtastfrequenz

—— S




215 mm 220

SNR RE3 SAFT-Bild: 12 dB
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Viira 3.2 SAFT zur Verbesserung der Ortsauflésung

Gruppenstrahlerprufkopf 1.5 MHz

plattierte Druckbehaltertestwand, Messaufbau




3.3 SAFT zur FehlergréBenbestimmung

>

SAFT 1.5 MHz SAFT 2.25 MHz

SAFT - Rekonstruktion: 8 mm tiefe Nut im Plattierungsbereich

SAFT 1.5 MHz SAFT 2.25 MHz

SAFT - Rekonstruktion 5 mm Keramikscheibe in Schweif3nahtflanke




4. Prinzip der TOFD — Technik

Sender Empfinger Prinzip der TOFD - Technik

(@) Longitudinale Kopfwelle w:;nd JI.I 0,
@ Beugung am Fehler ]‘ )
(3) V- Durchschallung Long.- Welle

ONO]

@ Beugung im Sprung @ @

Einschallwinkel fiir Tiefenbereiche 60°
der Defekte (30, 80, 115, 140 mm) 35 30
angepalt £ ol

2 * 50

140

4. \ergleich TOFD / SAFT

68 80 93 105 mm
TOFD 1.5 MHz

SAFT 1.5 MHz SAFT 2.25 MHz

Keramikscheibe in der Schweilfnaht, 5 mm im Durchmesser




4. \ergleich TOFD / SAFT

TOFD Siemens / Imasonic 1.5 MHz

SAFT Siemens 1.5 MHz

SAFT Sonaxis 2.25 MHz us

Reflektor 15, 6 mm tief im ferritischen Grundwerkstoff, 60°

4. Fazit SAFT / TOFD

FehlergréRenbestimmung nur bei sehr groRen Reflektoren zuverlassig
moglich.

Vorteile SAFT

verbessertes SNR und erhdhte Ortsauflésung

berechnete SAFT - Rekonstruktionen leichter zu interpretieren
Zuverlassigere Fehlergréf3enbestimmung

Nachteile SAFT
grolRe Rohdatenmenge, eher als Analyseverfahren geeignet
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Stand der Technik:

« Tiefe Frequenzen — Single Mode Excitation
« Nur eine Mode angeregt

« Keine Moden-Umwandlung

Nachteile:
« Interaktion ist abhéngig von Mode, Frequenz,
Fehlertyp und Ausrichtung

Problemstellung:
« Selektive Modenanregung und -empfang
« Elektronische Steuerung der Modenanregung
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Lésungsansatz:

» Verwendung der Gruppenstrahlertechnik
» Modenauswahl ohne mechanische
Einstellungen (Transducer set-up)

-

%

100 150 200 250 300
tin 16-65

100 150 200 250 300 350

100 150 200 250 300

tin 19-6% tin1e-63

0

STFT (u,&) = [ f(t)-g(t-u)-e dt
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Vi 4 5. Mode-Fehler-Interaktion: Flachbodenbohrung

Fehlerfreie Platte (8 = 25°, r = 1.1m) Platte mit Bohrung (8 = 25°, r = 1.1m)
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